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Anforderungen an Boardtester

Woraus resultieren die Anforderungen an 

Boardtester?

Á Technologie der zu testenden

Baugruppe

ÁWirtschaftlichkeitsbetrachtungen
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Anforderungen an Boardtester
Technologieaspekte

Á Integrationsgrad und Packungsdichte

ÁHochpolige Komponenten

ÁVerfügbare Kontaktierraster - Feinpitch

ÁZugriffsmöglichkeiten für die Kontaktierung
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Anforderungen an Boardtester
Wirtschaftlichkeitsaspekte

ÁZunehmender Kostendruck - Testen ist kein 

Ăadded valueñ

ÁHöhere Typenvielfalt und kleinere Stückzahlen

ÁK¿rzere Produktzyklen und Ătime to marketñ

ÁAdapterbau, Programmerstellung und 

Folgekosten
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Teststrategien

Abhängig von den jeweiligen Randbedingungen 

werden folgende Testertypen eingesetzt:

Á Boardtester mit

Nadelbettadapter

Á Flying Probe 

Tester
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ÁKeine Adapterkosten

ÁTest vom Prototyp bis zur Serie

ÁSchnelle und kostengünstige Reaktion auf 

Layoutänderungen und Redesigns

ÁMinimale Kosten für die Prüfprogrammerstellung

Flying Probe Tester
Vorteile
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Was ist ein Flying Probe Tester
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Flying Probe Tester
Polyfunktionaler Tester

Connector

Bottom Side Moving Heads / Fixed Probes

Flying Probes
Incircuit-Test

Clustertest

Funktionstest

Boundary Scan

Optischer Test
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Flying Probe Tester

Mechanik:

Linearmotoren

Luftgelagerte Achsen

Closed loop 

Regelsystem 

(optische Encoder)

Soft Landing Funktion

Programmierung der 

z-Achse in Hub und 

Andruckkraft

Software:

Homogenes und 

komplettes Umfeld 

vom CAD-Import 

über Test bis hin zu 

CAR/CAQ

Online Optimierung 

der Testsequenzen

Elektronik:

Messtechnik für alle 

Anforderungen

Modulare 

Erweiterung für 

Cluster- und 

Funktionstests

On-Board-

Programmierung

Integrierter Boundary 

Scan Test

Die tragenden Säulen
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Flying Probe Tester
Konstruktionseigenschaften

ÁLinearmotoren

ÁLuftgelagerte Achsen

Unerreichte Genauigkeit

Höchste Geschwindigkeit

ÁSoft Landing Funktion

ÁClosed loop

Stand der Technik:
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Flying Probe Tester
Die Mechanik - Doppelseitige Kontaktierung

ÁMagnetic suspension

ÁAir Bearing

ÁLinear encoder

Á X, Y & Z linear motors with
high acceleration rate

Test area size: 500x400mm ï20x16ò
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Kontaktiermöglichkeiten

Typical
F400µm

Minimum
F100µm

FTest Pad
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Kontaktiermöglichkeiten

FTest Pad

FVia holes

FVia holes metallization

Minimum
100µm
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Kontaktiermöglichkeiten

FTest Pad

FVia holes

FVia holes metallization

FSoldering pads

Minimum
250µm

100

Minimum
100µm
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Kontaktiermöglichkeiten

FTest Pad

FVia holes

FVia holes metallization

FSoldering pads

FThrough hole pin devices
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Flying Probe Tester
Die Mechanik - Eckdaten für die Praxis

ÅMinimale Padgröße: 100 µm

ÅWiederholgenauigkeit: 25 µm

ÅZ-Achsen-Hub: 0 - 55 mm, 14 µm steps,

automatisches Z-Guarding

ÅBeschleunigung: bis 2g

ÅGeschwindigkeit: 20 contacts/s pro Probe

ÅMinimales Kontaktierraster: 250 µm
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Flying Probe Tester
Belademöglichkeiten

Inline Version für hohe 

Auslastung und 

Automatisierung mit Be- und 

Entladestationen

Shuttle Version für manuelle 

Beladung
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Flying Probe Tester
Test capabilities

Optical test

ÁDevice presence

ÁMissing device

ÁDevice orientation

ÁAlignment

ÁOptical character 
verification

Á2D code recognition

Electrical test

ÁPower-off InCircuit

ÁPower-on InCircuit

ÁNodel Impedance 
Measure

ÁOpen Pin

ÁBoundary Scan

ÁBist and Bost

ÁFunctional

On-Board 
Programming

ÁFlash memories

ÁE2 memories

ÁCPLDs (Xilinx, Altera...)

ÁIn-system write
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Type Measured parameter

Resistors Value W

Capacitors

Orientation value (when 

polarized)

Series resistance

µF

Inductors Value µH

Jumpers Continuity

Diodes
Direct voltage

Inverted voltage

Vf

Vrev

Led diodes Direct voltage Vf

Zener diodes
Direct voltage

Regulation voltage

Vfv

Vz

Bipolar 

transistors

Base Emitter  voltage

Base Collector voltage

Interdiction voltage

Saturation voltage

Gain

Vbe

Vbc

Ice0

Vcesat

ß (hfe)

Mos-Fet  

Transistor 

Direct diode voltage

Drain Source

Open Drain Source 

voltage

Closed Drain Source 

voltage

Closed Drain Source 

resistance

Vf

VDS off

VDS on

RDS on

Type Measured parameter

Supplies

Input voltage verification

Output voltage verification

Absorption current value

Current

regulators

Output voltage

Load regulation

Line regulation

DC/DC 

converters

Output voltages

Load regulation

Line regulation

Comparators

Presence and orientation

Positive saturation

Negative saturation

Short circuit current

Source current

Sink current

Operational

amplifiers

Presence and orientation

Positive saturation

Negative saturation

Short circuit current

Source current

Sink current

Positive slew rate

Negative slew rate

Voltage follower

Logic gates Truth table

Watch Dog
Voltage

Timing

PWM
Output voltage

Switching frequency

Type Measured parameter

Fuses Resistance value mW

Photocoupler

s

Led direct voltage

On/Off condition

verification

Vf

VCE0 e 

VCEsat

Transformers

Winding impedance

Winding phase

Transformation ratio

R e L

V

%

Relays

Coil impedance

Open contact

Closed contact

Contact attraction time

Minimum working

voltage

R e L

V

V

µs

V

Short circuit

absence
Resistance W

Scr

Closure

Maintenance

Opening 

V

V

V

Push button

Dip Switch

Closure

Opening 

V

V

Varistors
Voltage

Capacitance

V

PF

Quartzes Nominal frequence ¢ KHz

Connectors Contacts soldering £

Flying Probe Tester
Electrical Test capabilities
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Flying Probe Tester
Prüfverfahren NET-Test

ÁReduzierung der Testzeit bis zu 80% beim 

Kurzschlusstest.

ᵼ Impedanzanalyse für jeden Schaltungsknoten; 

nur ein Test pro Netz

Á100% Kurzschlusstest Abdeckung

ÁErhöhung der Testabdeckung
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Flying Probe Tester
Prüfverfahren NET-Test

GND

(frei wählbares Referenz-Netz)

High Speed /   

High Accuracy 

DSP-Messeinheit
R

C

IC

Active Probe

Active Probe

D

NET-Test
Messung von C mit Auflösung von 0,1 pF
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Flying Probe Tester
Open Pin - Electro Scan

Ground

Flying probe

Measured signal

Flying Electro Scan probe

Flying probe

Tested pin
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Test Programm
Input

Available documents

CAD File

Automatic 

Test Program 

Generation

Test program

Test program generation Result

Gerber Files Test program

Automatic 

Test Program 

Generation

No documentation Test program

Guided 

Board Data

Editing

Auto-Learning

Test Program

Generation
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Test Programm
Erstellung mit CAD Daten
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Test Programm
Import Elektroschema in PDF Format
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Test Programm
Angaben über Board Access
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Test Programm
Debugging 
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Test Programm
Expert Mode Debugging 
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Flying Probe Tester
Applikationen

ÁTest von Prototypen

ÁProduction Test

ÁReparatur

ÁReparatur von 
Feldrückläufern
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Flying Probe Tester
Testbeispiele: digitale Boards


